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ภาพแสดงผลจากเทคนิค Extended X-ray Absorption Fine Structure  
(EXAFS) ณ ระบบล�าเลียงแสงที่ 8 ห้องปฏิบัติการแสงสยาม 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

การตรวจวิเคราะห์
วัสดุพิโซอิเล็กทริกทรานสฟอร์เมอร์ Mn เจือ PZN-PZT 

ด้วยเทคนิค XAS 
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อาจารย์ประจ�าภาควิชาวัสดุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 ได้ท�างานวิจัยเพื่อตรวจ

วิเคราะห์วัสดุพิโซอิเล็กทริกทรานสฟอร์เมอร์	 ซึ่ง 

เป ็นสารเซรามิกในระบบ	 	 0.2Pb(Zn
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:	 หรือ	 PZN-PZT	 สูตรที่ม ี

การเจือสาร	 MnO
2
	 ด้วยการใช้เทคนิคสเปกโทร- 

สโกปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์	(XAS)	ณ	ห้องปฏิบัติการ 

แสงสยาม	 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค์การ 

มหาชน)	 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า	 การเจือ	 MnO
2
  

ลงไปในสาร	PZN-PZT	ได้ก่อให้เกิด	ไอออนของ	Mn	 

ที่มีเลขออกซิเดชัน	3+	ข้ึนมาอย่างเด่นชัด	ซึ่งไอออน 

ของ	Mn3+	เหล่านี้	เมื่อเข้าไปอยู่แทนที่ของไอออนที่ม ี

เลขออกซิเดชัน	4+	ของสารหลักในระบบ	PZN-PZT	 

จะก่อให้เกิดช่องว่างของออกซิเจนขึ้นมาทันที	 ซึ่งมี

ความสอดคล้องเป็นอย่างดกีบัผลการตรวจสอบสมบตั ิ

ทางไฟฟ้าที่ได้	


